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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEI incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans.
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

e «Site web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour régulierement
(Catalogue en ligne)*

o Bulletin de la CEIl
Disponible a la fois au «site web» de la CEI* et
comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEIl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some [EC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

o |EC web site*

¢ Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

e [EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
|IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications {EC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Douziéme partie: Spécification intermédiaire pour
les dispositifs optoélectroniques

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEl exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure ol les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEl et la régle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette
derniére.

La présente norme a été établie par le Comité d’Etudes n° 47 de la CEl: Dispositifs a
semiconducteurs. g

Cette publication est une spécification intermédiaire pour les dispositifs optoélectroniques
dans le domaine du Systéme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques
(IECQ).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapports de vote
47(BC)1090 47(BC)1136
47(BC)1153 47(BC)1225

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti a I'approbation de la présente norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéme CEl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Part 12: Sectional specification for optoelectronic devices

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense.

3) in order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the |EC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the latter.

This standard has been prepared by IEC Technical Committee 47: Semiconductor
Devices.

This publication is a sectional specification for optoelectronic devices in the field of the
IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule Reports on Voting
47(C0O)1090 47(C0O)1136
47(CO)1153 47(C0O)1225

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Reports indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Les publications suivantes de Ia CEl sont citées dans la présente norme:

Publications n®S 68-2-14 (1984):

191-1 (1966):

191-2 (1966):

Essais d'environnement — Deuxidme partie: Essais — Essai N: Variations
de température.

Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs — Premisre
partie: Préparation des dessins des dispositifs & semiconducteurs.

Deuxiéme partie: Dimensions {en cours de révision).

747-1 (1983): Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets — Premiére partie:
Généralités.
747-2 (1983): Deuxidme partie: Diodes de redressement. Amendement n® 1 (1991).

747-3 (1985):

747-5 (1991):
749 (1984):

QC 001002 (1986):

Troisidme partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation)
ot diodes régulatrices. Amendement n® 1 (1991).

Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques.
Dispositifs & semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques.

Régles de procédure du Systéme CEIl d’assurance de la qualité des compo-
sants électroniques (IECQ).
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-7 -

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 68-2-14 (1984):

191-1 (1968):

191-2 (1968):

747-1 (1983):

747-2 (1983):

747-3 (1985):

747-5 (1991):
749 (1984):

QC 001002 (1988):

Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature.
Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 1: Pre-
paration of drawings of semiconductor devices.

Part 2: Dimensions (under revision).

Semiconductor devices — Discrete devices — Part 1: General.

Part 2: Rectifier diodes. Amendment No. 1 (1991).

Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes.
Amendment No. 1 (1991).

Part 5: Optoelectronic devices.
Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods.

Rules of procedure of the IEC quality assessment system for electronic
components (IECQ).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Douziéme partie: Spécification intermédiaire pour
les dispositifs optoélectroniques

1 Domaine d’application

Cette spécification intermédiaire s’applique aux dispositifs suivants:

— photoémetteurs:
afficheurs optoélectroniques;
diodes électroluminescentes (LED);
diodes émettrices en infrarouge (IRED);
diodes laser.

- Dispositifs photosensibles & semiconducteurs:
photodiodes;
phototransistors;
photothyristors.

~ Dispositifs d’affichage a semiconducteurs.
— Photocoupleurs, optocoupleurs.

2 Généralités

Cette spécification doit étre lue conjointement avec la spécification générique a laquelle
elle se réfere; elle donne des détails sur les procédures d’assurance de la qualité, les
exigences de controle, les séquences de sélection, les exigences de prélevements,
les essais et les mesures exigés pour tous les dispositifs optoélectroniques & semi-
conducteurs.

2.1 Document applicable

Publication 747-10/QC 700000 de la CEI, Dispositifs & semiconducteurs — Dixiéme partie:
Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés.

2.2 Valeurs recommandées de températures (valeurs préférentielles)

Voir la Publication 747-1 de la CEI, chapitre VI, article 5.

2.3 Valeurs recommandées de tensions et de courants (valeurs préférentielles)

Voir la Publication 747-1 de la CEl, chapitre VI, article 6.

2.4 Identification des bornes

L’identification des bornes doit étre celle qui est indiquée dans la spécification particuliére.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Part 12: Sectional specification for optoelectronic devices

1 Scope

This sectional specification applies to the following:

- semiconductor photoemitters:
optoelectronic displays;
light-emitting diodes (LED);
infrared-emitting diodes (IRED);
laser diodes.

— Semiconductor photosensitive devices:
photodiodes;
phototransistors;
photothyristors.

- Semiconductor imaging devices.
-~ Photocouplers, optocouplers.

2 General

This specification shall be read together with the generic specification to which it refers;
it gives details of the quality assessment procedures, the inspection requirements,
screening sequences, sampling requirements, test and measurement procedures required
for semiconductor optoelectronic devices.

2.1 Related document

IEC 747-10/QC 700000, Semiconductor devices — Part 10: Generic specification for
discrete devices and integrated circuits.

2.2 Recommended values of temperatures (preferred values)

See IEC 747-1, chapter VI, clause 5.

2.3 Recommended values of voltages and currents (preferred values)

See IEC 747-1, chapter VI, clause 6.

2.4 Terminal identification

The terminal identification shall be as given in the detail specification.
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3 Procédures d’assurance de la qualité

3.1 Etape initiale de fabrication et sous-traitance
L’étape initiale de fabrication est 'une des suivantes:

— pour les dispositifs semiconducteurs monocristallins
«Le premier processus par lequel le matériau semiconducteur monocristallin n’est
plus entiérement de type P ou de type N»;

— pour les dispositifs semiconducteurs polycristallins
«Le dépdt d’'une couche polycristalline sur un substrat».

3.2 Modéles associables

Le critére fondamental pour le groupement de types de composants en modeles asso-
ciables est que la différence entre les divers types n’ait aucune influence sur les résultats
de I'essai pour lequel le groupement a été effectué.

Dans le cadre de la présente spécification, les modéles associables sont produits par
un fabricant, essentiellement selon la méme conception, avec les mémes matériaux,
procédés et méthodes. lis ne différent entre eux que par les variations de fabrication qui
conduisent généralement a les classer selon leurs caractéristiques électriques, photo-
métriques et radiométriques.

Pour constituer des échantillons, que ce soit pour ’homologation ou pour les essais de
contrdle de conformité, les dispositifs optoélectroniques & semiconducteurs peuvent étre
groupés comme décrit ci-aprés.

L’application de ces regles est illustrée par les schémas de I'annexe A.

3.2.1 Association au titre des essais de caractéristiques électriques et optiques
dans les Groupes A et/ou B

Les composants de méme conception, fabriqués sur la méme ligne, et ne différant que par
une sélection en fonction des limites des caractéristiques électriques et optiques doivent
étre répartis en sous-lots de types conformément a ces différentes limites de caracté-
ristiques électriques et optiques (c’est-a-dire divisés en types).

De tels composants doivent, de préférence, figurer dans la méme spécification particuliére
mais, de toute maniére, les détails concernant I'association utilisée doivent étre indiqués
dans le rapport d’essai d’homologation.

3.2.1.1  Caractéristiques électriques et optiques ayant des limites différentes

Pour les essais particuliers ou des limites différentes de caractéristiques électriques et
optiques s’appliquent a chaque sous-lot, on préléve, dans chaque sous-lot, un échantilion
de taille appropriée au nombre des composants constituant le sous-iot.
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3 Quality assessment procedures

3.1 Primary stage of manufacture and subcontracting
The primary stage of manufacture is one of the following:

- for monocrystalline semiconductor devices
"The first process that changes the monocristalline semiconductor material from
being wholly P-type or N-type";

— for polycrystalline semiconductor devices
"The deposition of a polycristalline layer onto a substrate”.

3.2 Structurally similar devices

The crucial criterion for the grouping of types of devices as structurally similar is that the
differences between the various types have no influence on the results of the test for
which the group has been formed.

For the purpose of this specification, structurally similar devices are produced by one
manufacturer, essentially according to the same design, with the same materials,
processes and methods. They only differ because of manufacturing variations usually
resulting in their classification into types having different electrical, photometric or radio-
metric characteristics.

For the purposes of obtaining samples both for qualification approval and for quality
conformance testing, semiconductor optoelectronic devices may be grouped as described
below.

The application of these rules is illustrated in the diagrams of appendix A.

3.2.1 Grouping for electrical and optical characteristic tests in Groups A and/or B

Components having the same device design, manufactliregl on the same production line
but differing only by a selection based on electrical and optical characteristic limits shall
be grouped into sub-lots of types according to these different electrical and optical charac-
teristic limits (that is divided into types).

Such components should preferably be included in the same detail specification but in any
case the details of the grouping used shall be explained in the qualification approval test
report.

3.2.1.1  Different electrical and optical characteristic limits
For those particular tests where different electrical and optical characteristic limits apply

for the sub-lots, each sub-lot shall be sampled with a sample size appropriate to the
number of components in each sub-lot.
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Des exemples de tels essais sont:
- la sélection des dispositifs photosensibles en sous-lots différant par les valeurs de
sensibilité;

— la sélection des photocoupleurs en sous-lots différant par les limites du rapport de
transfert entrée-sortie;

- la sélection des dispositifs électroluminescents en sous-lots différant par les valeurs
d’'intensité lumineuse ou énergétique.

3.2.1.2  Caractéristiques électriques et optiques avant des limites identiques

Pour les essais particuliers ou les mémes limites de caractéristiques électriques ou
optiques et les mémes conditions d’essai s’appliquent a tous les sous-lots, on vérifie le lot
total en prélevant:

— soit un échantillon unique, de taille appropriée a I'effectif du lot total, comprenant
des quantités égales ou proportionnelles de tous les sous-lots;
— soit un échantillon unique, de taille appropriée a I'effectif du lot total, pris au hasard
dans le lot total.

3.2.2 Association au titre des essais climatiques et mécaniques dans les Groupes B et/ou C

Les composants qui ont été encapsulés selon la méme méthode, ont le méme type fonda-
mental de structure mécanique interne, sont fabriqués avec des piéces constituantes
identiques et ont été soumis & un méme procédé de finition et de scellement peuvent étre
associés comme indiqué ci-dessous. Un échantillon unique, de taille appropriée a I'effectif
du lot total, peut &tre pris pour vérifier le lot total constitué par ces composants.

NOTE - L'expression «pidces constituantes identiques» signifie que les pidces constituantes ont été
fabriquées ou achetées et acceptées suivant le méme dessin ou la méme spécification.

3.2.2.1  Dispositifs provenant de lignes de fabrication identiques
Les essais auxquels peut s’appliquer I'association ci-dessus sont:

a) examen visuel;

b) dimensions;

c) soudabilité, résistance a la chaleur de soudage;

d) robustesse des sorties;

e) corrosion (par exemple: essai continu de chaleur humide;

f) variations de température et essai cyclique de chaleur humide (ou étanchéité);
g) vibrations;

h) accélération (constante);

i) chocs.

NOTES

1 L'expression «lignes de fabrication identiques» signifie qu'elles ont un équipement équivalent des
dessins ou spécifications de contrdle de fabrication identiques, qu'elles utilisent des pidces constituantes
ot des matériaux identiques, qu'elles sont situées dans un méme lieu et qu’elles sont susceptibles de
produire des dispositifs identiques.

2 De tols dispositifs sont, par exemple, ceux qui sont fabriqués sur des lignes identiques et montés dans
des boitiers réalisés a partir de pidces constituantes identiques.
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